XXXVIII Международная (Звенигородская) конференция по физике плазмы и УТС,  14 – 18 февраля 2011 г.



Измерения ионной температуры с помощью активной спектроскопии (cxrs) на токамаке Т-10

Барсуков С.Н., Днестровский А.Ю., Ключников Л.А., Коробов К.В., Королёв В.Ф., Крупин В.А., *Науменко Н.Н., Носачёв В.С., Решнин А.Ю., Сушков А.В., **Тугаринов С.Н.

Федеральное государственное учреждение Российский научный центр
     «Курчатовский институт» (РНЦ «КИ»), г. Москва, Россия, vkrupin@nfi.kiae.ru
*ИФ НАН РБ, Минск, РБ
**ГНЦ РФ «ТРИНИТИ», г. Троицк, Россия, tugar@triniti.ru
На токамаке Т-10, с помощью созданной CXRS диагностики на диагностическом пучке ДИНА-6, измерены профили ионной температуры: 
· в разрядах с рабочими газами D и He;

· при различных разрядных токах и плотностях плазмы;

· в OH и ECRH режимах;

· с использованием допплеровского уширения CXRS линий дейтерия Dα (6561A), гелия HeII (4686A) и углерода CVI (5291А).

В качестве базового элемента схемы CXRS измерений на Т-10 использовался светосильный спектрометр HES -370, разработанный в ТРИНИТИ, как прототип спектрометра для CXRS диагностики ИТЕР. 

Основные результаты следующие:
· Профили Ti(r), измеренные в D и He разрядах в “реперном” режиме: Нт=24 кЭ, Jр=200 кА, Ne=3.2*1013 см-3, достаточно близки по форме, однако величины ионных температур в He плазме в ~1.4 раза выше, чем в D плазме;
· В гелиевых разрядах с одинаковым током Jp и различными величинами Ne профили Ti(r) практически сохраняют одинаковую форму, демонстрируя характерную барьерную структуру в районах q=1 и q=2.  Исключение составляют разряды с предельной плотностью, для которых характерно пикирование профиля  Ti(r) у оси шнура, с заметным уменьшением значений Ti в центре.

· В гелиевой плазме при центральном ECR нагреве наблюдается существенное увеличение ионной температуры, преимущественно в центре шнура. Нагреву предшествует выполаживание профиля Ti(r) в центральной области шнура, наблюдающееся на начальной стадии ECR нагрева. 

· В дейтериевых разрядах хорошо совпадают профили Ti(r), измеренные из уширения CXRS линий Dα и CVI, а в гелиевых – из уширения CXRS линий HeII и Dα, что свидетельствует об отсутствии  в условиях нашего эксперимента зависимости измеряемой величины ионной температуры от атомного веса иона, используемого для CXRS измерений Ti.
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